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Demonstrations of light diffraction:

A program for numerical calculations of 
light diffraction based on Kirchhoff-Fresnel 
integral has been developed. This program 
allows you to compare diffraction measu-
rements with numerical calculation in the 
«real» time.
1. Demonstrations of Fresnel and Fraun-
hofer diffraction by a slit aperture with a 
variable width and measurement of the slit 
width.
2. Demonstration of Fresnel and Fraunhofer 
diffraction by a straight edge and compa-
rison with calculations by the Cornu Spiral.
3. Light diffraction by a zone plate and 
demonstration of principles of the axial and 
off-axis holography. Use of the zone plate 
as an imaging lens.
4. Diffraction of a laser beam on the reflec-
tive and transmission diffraction gratings 
and measuring the wavelength of the ra-
diation.

Demonstrations of light dispersion:

1. Demonstration of light dispersion by the 
simplest spectrograph using a transmission 
grating (600 lines/mm) and a halogen lamp. 
A spectrum is observed, when fo cusing 
one of the orders of diffraction gra tings 
on the screen. Simultaneously with the 
lamp’s spectrum the emission of the diode 
laser is shown, which demonstrates the 
spectral monochromaticity of the laser ra-
diation comparing to the halogen lamp 
spectrum.
2. Demonstration of a spectrograph based 
on a reflecting diffraction grating, for in-
stance, which is built on the Littrow configu-
ration.

Спектрограф 
на дифракционной решетке

The spectrograph based 
on a diffraction grating

Демонстрации дифракции света:

Разработана программа расчета ди-
фракционных картин на основе интег-
рала Кирхгофа-Френеля, позволяющая 
сравнивать дифракционные измере-
ния с численным расчетом в «реальном» 
времени.
1. Демонстрации дифракции Френеля и 
Фраунгофера на щели с изменяемой ши-
риной и измерение ширины щели.
2. Демонстрации дифракции Френеля и 
Фраунгофера на прямолинейном крае и 
сравнение с расчетами, используя спи-
раль Корню.
3. Дифракция на зонной пластинке Фре-
неля и демонстрация принципов осевой 
и внеосевой голографии. Использование 
такой пластинки как линзы для форми-
рования изображений.
4. Дифракция лазерного пучка на отра-
жающей и пропускающей дифракцион-
ных решетках и измерение длины волны 
излучения.

Демонстрации дисперсии света:

1. Демонстрация дисперсии света с по-
мощью простейшего спектрографа, ис-
пользуя пропускающую дифракционную 
решетку (600 штр/мм) и галогенную лам-
пу. Спектр галогенной лампы наблюдает-
ся при фокусировке одного из порядков 
дифракции решетки на экране. Одновре-
менно со спектром ламп показывается 
излучение диодного лазера, которое де-
монстрирует спектральную «монохрома-
тичность» лазерного излучения по срав-
нению с галогенной лампой.
2. Демонстрации спектрографа на базе 
отражающей дифракционной решетки, 
например, построенного по автоколли-
мационной схеме Литтрова.
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Спектр галогенной лампы, 
полученный с помощью: 
(А) – отражающей и (Б) – пропускающей 
дифракционной решетки

A spectrum of a halogen lamp produced: 
(A) – by the reflective 
and (B) – by the transmission diffraction grating
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Разработка и производство учебных практикумов, 
лабораторных работ, учебного оборудования, на-
боров для решения экспериментальных задач для 
учреждений высшего образования, колледжей, 
лицеев и школ.

Разработка информационного и учебно-методи-
ческого обеспечения для лабораторных работ, 
практикумов, демонстрационных экспериментов.

Разработка, изготовление приборов, оборудова-
ния, лабораторных установок с параметрами за-
казчика для учебного, научного и промышленно-
го применения.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Development and manufacture of training 
workshops, laboratory experiments, training 
equipment, sets for solving the experimental 
problems for higher schools, colleges, lyceums 
and secondary schools.

Development of informational and educational-
methodical materials for workshops, laboratory 
and demonstration experiments.

Development and manufac ture of  the 
instruments, equipment, laboratory installations 
according to  the indiv idual  customer 
requirements for educational, scientific and 
industrial applications.

SEPC «Technolab» has own modern equipped manufacture and 
high-skill personal for development and technical support of 
our products, their repair, warranty and post-warranty service.
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оснащенным современным оборудованием, с помощью которо-
го квалифицированные специалисты осуществляют разработку 
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Внешний вид комплекса
The exterior of the complex

Демонстрации интерференции света 

с использованием «точечного» источ-

ника света:

1. С использованием интерферометра 
Майкельсона-Тэйлора включают демон-
страцию полос «равного наклона», «рав-
ной толщины» и «бесконечно широкой» 
полоcы.
2. Демонстрация принципов измерения 
смещений зеркала, используя полосы 
«равного наклона» и «бесконечно широ-
кой» полоcы.
3. Демонстрация принципов измерения 
углов наклона зеркала, используя поло-
сы «равного наклона».
4. Контроль аберраций оптических эле-
ментов и оптического качества тонких 
пластин и пленок.

Интерференционные демонстрации с 

использованием пространственно-не-

когерентного («протяженного») источ-

ника света:

1. Использование движущейся рассеи-
вающей пластинки, установленной в ла-
зерный пучок: для формирования про-
странственно-некогерентного источни-
ка света; подавления когерентных шумов 
и формирования равномерного распре-
деления интенсивности.
2. Демонстрация теоремы Ван Циттерта-
Цернике при поперечном сдвиге волно-
вых фронтов.

Демонстрации с использованием ин-

терференционного микроскопа, по-

строенного по схеме Майкельсона с 

микро-объективом высокого разре-

шения (10*).

1. Получение интерференционных кар-
тин с рабочим полем ~ 5 мм и оптиче-
ским увеличением ~ 50 с дальнейшим 
электронным увеличением.
2. Демонстрация фазовых дефектов ма-
лых размеров в прозрачных пленках или 
дефектов отражающих поверхностей.
3. Демонстрация продольной локализа-
ции интерференционных полос и прин-
ципов когерентной оптической томо-
графии.

Демонстрации с использованием ин-

терферометра со сдвигом волновых 

фронтов, построенного по схеме Ронки.

1. Демонстрация принципов сдвиговой 
интерферометрии.
2. Контроль аберраций оптических эле-
ментов по методу Ронки.

Демонстрации с использованием ин-

терферометра Саньяка.

1. Демонстрация интерференции при 
обратно-круговом ходе световых пучков.
2. Компенсация аберраций, вносимых 
статическими или динамическими неод-
нородностями.

Демонстрации с использованием осе-

вого интерферометра, построенного 

на основе зонной пластинки Френеля.

1. Демонстрация интерференции пло-
ской и расходящейся световых волн.
2. Использование осевого интерфероме-
тра для контроля аберраций оптических 
элементов.

Demonstrations of light interference 

by a «point» light source:

1. By a Michelson-Taylor interferometer, 
which include demonstration of the equal 
inclination interference fringes, the equal 
thickness fringes and an infinitely wide 
fringe.
2. Demonstration of principles for mea-
suring of the mirror’s displacement by the 
fringes of equal inclination and an infini tely 
wide fringe.
3. Demonstration of principles for measu-
ring angles of the mirror’s rotation by the 
interference fringes of equal thickness.
4. Control of optical elements' aberrations 
and optical quality of thin plates and films.

Interference demonstrations using a 

spatially incoherent (extended) light 

source:

1. By a moving scattering plate installed in 
a laser beam: to generate of a spatially inco-
herent light source; to suppress of coherent 
noise and to produce of the uniform inten-
sity distribution.
2. Demonstration of the Van Cittert-Zernike 
theorem by shearing interferometry.

Demonstrations by an interference 

micro scope, built according to the 

Michelson scheme by a high resolution 

micro-objective (10*).

1. The interference patterns with the work 
field of ~ 5 mm are produced, with the op-
tical magnification of ~ 50 and further ele-
ctronic magnification.
2. The demonstration of the small sizes’ 
phase defects in the transparence films and 
surface defects’ visualization.
3. Demonstration of the axial localization of 
interference fringes, and demonstration of 
the principles of optical coherence tomo-
graphy.

Demonstrations by a shearing interfero-

meter built according to the Ronchi 

scheme.

1. Demonstrations of principles of shearing 
interferometry.
2. Measurements of optical elements aber-
rations by the Ronchi method.

Demonstrations by a Sagnac interfero-

meter.

1. Demonstration of interference of the two 
light beams with the back circular optical 
path.
2. Compensation of static or dynamic opti-
cal aberrations by a Sagnac interferometer.

Demonstrations by an axial interfero-

meter based on a Fresnel zone plate.

1. Demonstration of interference of a plane 
and diverging light waves.
2. The axial interferometer application to 
control aberrations of optical elements.

Интерференционные картины: 
(А) – интерференционные полосы 
«равной толщины»; 
(Б) и (В) – визуализация фазовых 
неоднородностей пластиковой 
пленки, установленной вблизи 
одного из зеркал.

Interference patterns: 
(A) – interference fringes of equal 
thickness; 
(B) and (C) – visualization of the phase 
inhomogeneities of a plastic film installed 
near one of the mirrors.

The interference 
microscope

An axial interferometer built 
by a zone plate

Интерференционные картины: 
(А) – полосы «равного наклона», 
полученные при использовании 
«точечного» источника света; 
(Б) – пространственно-некогерентного, 
сформированного неподвижной 
рассеивающей пластиной; 
(В) – с использованием движущейся 
рассеивающей пластины.

Interference patterns: 
(A) – the fringes of equal inclination produced 
by a «point» light source; 
(B)– created by a spatially incoherent source 
formed by a stationary scattering plate; 
(C) – created by a spatially incoherent source 
generated by a moving scattering plate.

Интерференционные картины: 
(А) – интерференционные полосы 
«равного наклона»; 
(Б) – визуализация аберраций волнового 
фронта, вносимых пластиковой пленкой; 
(В) – визуализация астигматизма 
волнового фронта, вносимого 
цилиндрической линзой.

Interference patterns: 
(A) – interference fringes of equal inclination; 
(B) – visualization of wave-front aberrations 
produced by a plastic film;
(C) – visualization of wavefront astigmatism 
generated by a cylindrical lens.

Интерферометр 
Майкельсона-Тэйлора

The Michelson-Taylor 
Interferometer

Интерференционный 
микроскоп

Осевой интерферометр, 
построенный на зонной 
пластинке

КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ:

1. Интерференционные системы с воз-

можностью демонстраций в реальном 

времени на большом экране:

1.1. Виброустойчивый интерферометр 
Майкельсона, построенный по схеме 
Майкельсона-Tэйлора.
1.2. Виброустойчивый интерференцион-
ный микроскоп с оптическим увеличени-
ем ~ 50 и дальнейшим электронным уве-
личением.
1.3. Дифракционный интерферометр со 
сдвигом волновых фронтов, построен-
ный по схеме Ронки.
1.4. Интерферометр Саньяка с обратно-
круговым ходом световых пучков.
1.5. Осевой интерферометр, построенный 
на основе зонной пластинки Френеля.
2. Дифракционные системы для из-

учения дифракции Френеля и Фраун-

гофера:

• на регулируемой щели; 
• на прямолинейном крае; 
• на отверстии; 
• на зонной пластинке; 
• на пропускающей и отражающей 

дифракционной решетке.
3. Системы для изучения дисперсии 

света:

3.1. Простой спектрограф на базе пропу-
скающей дифракционной решетки.
3.2. Спектрографы на базе отражающей 
дифракционной решетки.
4. Поляризация света, закон Малюса.

5. Геометрическая оптика:

5.1. Изображение и увеличение предме-
тов одиночной линзой.
5.2. Изображение и увеличение предме-
тов системой из двух линз.
5.3. Изображение предметов с использо-
ванием зонной пластинки Френеля.

THE COMPLEX INCLUDES:

1. Interference systems with the possi-

bility of demonstrations in real time on 

the demonstration screen:

1.1. The vibration-resistant Michelson in-
terferometer based on the Michelson-Tay-
lor scheme.
1.2. The vibration-resistant interference mi-
croscope with optical magnification of ~ 50 
and further electronic magnification.
1.3. The diffraction interferometer using 
shearing interferometry based on the Ron-
chi scheme.
1.4. Sagnac Interferometer with the back 
circular optical path of light beams.
1.5. The axial interferometer based on a 
Fresnel zone plate.
2. Diffraction systems for the study of 

Fresnel and Fraunhofer diffraction:

• by the adjustable slit; 
• by a straight edge; 
• by a circular aperture; 
• by a zone plate; 
• by a transmission and reflection dif-

fraction grating.
3. Systems for study of light dispersion:

3.1. Simple spectrograph based on a trans-
mission diffraction grating.
3.2. Spectrographs based on a reflection 
diffraction grating.
4. Polarization of light, Malus’s law.

5. Geometrical optics:

5.1. The objects’ imaging and magnification 
by a single lens.
5.2. The objects’ imaging and magnification 
by a system consisting of two lenses.
5.3. The objects’ imaging by a Fresnel zone 
plate.

1 мм


